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요약

본 발명은 예를 들러 끝에 필터가 부착된 담배의 단면과 같이 실질적으로 원형을 이루는 물체를, 물체의 단면 가장자

리가 허용될 수 있는 형상을 하고 있는지를 주변구역의 화상을 포함하는 얼룩을 분석함으로써 물체의 외관이 허용될 

수 있는 것인지를 검사하도록 되어 있다.

대표도

도 4

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은, 본 발명의 원리에 따라 외관이 검사될 궐련의 단면을 개략적으로 나타낸 도면,

도 2는, 외관에 몇 가지 대표적인 결함을 가진 궐련의 단면을 도 1과 유사하게 나타낸 개략단면도,

도 3은, 본 발명에 따른 외관검사장치가 어떻게 설치될 것인가를 나타내기 위해 궐련제조기의 일부를 개략적으로 나

타낸 도면,

도 4는, 본 발명에 따라 제작된 외관검사장치의 1예를 개략적으로 나타낸 블록도,

도 5는, 도 4의 외관검사장치의 비디오카메라에 의해 포착된 전형적인 화상의 개략도,

도 6은, 본 발명에 따라 도 4에 도시된 외관검사장치로 실행할 수 있는 외관검사공정의 1예를 나타낸 공정도,

도 7은, 본 발명에 따라 화상이 어떻게 해서 특정한 대상구역에 한정될 수 있는가를 나타내는 도 5에 유사한 개략도,
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도 8은, 도 6에 도시된 외관검사공정에 따라 처리되고 있는 도중의 전형적인 화상데이터의 개략도,

도 9는, 다른 전형적인 화상데이터를 나타내는 도 8과 유사한 개략도,

도 10은, 도 8 및 도 9에 나타나 있는 형태의 화상데이터 중 몇 개의 화소가 일정한 속성을 가진 것으로 참조문자에 

의해 특정되어 있는 화소의 전형적 구역의 개략도,

도 11은, 본 발명에 따른 외관검사장치의 운전자에 의해 관찰될 수 있는 컴퓨터 스크린에 나타나는 정보형식의 개략

도,

도 12는, 도 4에 도시된 외관검사장치로 실행될 수 있는 변형 또는 추가적인 외관검사의 공정도,

도 13은, 본 발명에 따른 외관검사장치의 개략적인 블럭도,

도 14는, 도 13에 도시된 외관검사장치에 의해 실행되는 도 6에 도시된 검사공정에 따른 처리 중 포착된 전형적인 화

상데이터의 개략도,

도 15는, 도 1에 도시된 외관검사장치에 사용되는 끝이 절단된 원추형 프리즘의 측면도,

도 16은, 도 13에 도시된 외관검사장치에 사용되는 반구형 프리즘의 측면도,

도 17은, 도 13에 도시된 외관검사장치에 사용되는 피라미드형 프리즘의 사시도,

도 18은, 도 17에 도시된 프리즘을 갖춘 도 13에 도시된 외관검사장치에 의해 생성된 전형적인 화상데이터의 개략도,

도 19는, 도 17에 도시된 형태의 프리즘을 갖춘 도 13에 도시된 외관검사장치에 의해 영상화된 구역을 나타낸 궐련의

단부의 사시도,

도 20은, 도 13에 도시된 외관검사장치에 사용되는 직각삼각형 프리즘의 사시도,

도 21은, 도 20에 도시된 직각삼각형 프리즘을 갖춘 도 13에 도시된 외관검사장치에 의해 생성된 전형적인 화상데이

터의 개략도이다.

(부호의 설명)

10, 10A, 10U - - 원형물체(궐련), 11 - - - 단면

12 - - - 중앙부(섬유다발), 14 - - - 종이(층),

16 - - - 측변접합부, 22 - - - 플래그,

24 - - - 바이패스, 26 - - - 변색구역,

30, 32, 34 - - 궐련지지수단(드럼), 40 - - - 외관검사장치,

42 - - - 화상포착부, 44 - - - 배제기구,

46 - - - 카메라, 47 - - - 시야,

47b, 47c - - 수직선, 48 - - - 광원,

49 - - - 광섬유다발, 52, 52' - - 프로세서,

54 - - - 표시장치(스크린), 500 - - - 프리즘,

510 - - - 주변구역, 520 - - - 배경,

580 - - - 얼룩구역,

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 궐련 또는 궐련부재인 필터의 끝과 같이 실질적으로 원형인 물체의 외관을 검사하는 방법 및 장치에 관한 

것이다.

최신의 궐련제조장치는 대단히 높은 속도로 제품을 제조할 수 있게 되어 있는바, 예컨대 최근의 궐련제조장치는 분당

5000 ~ 6000개의 빠른 속도로 제조할 수 있음은 보통이고, 분당 12000개의 속도로 제조할 수 있는 것까지 있다.

그러나 비록 그렇게 빠른 속도로 제조하게 되더라도 어떤 제품의 외관은 될 수 있는 한 정밀하게 검사할 수 있어야 함

은 물론으로서, 이는 제품 자체의 외관에 이상이 있는 것을 극력 배제할 수 있어야 하기 때문이다. 특히, 외관 상의 이

상은 구조상의 결함이 잠재되어 있음을 암시하기도 하므로 더욱 그러하다. 한편, 외관을 검사함으로써 결함이 있는 

제품을 쉽게 배제할 수 있도록 함과 더불어, 발생하는 결함의 형태를 특정함으로써 그러한 결함의 발생이 감소되도록

궐련제조장치를 조정할 수가 있기도 한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

일반적으로 제품의 검사는 그것이 포괄적일수록 검사결과가 뛰어나게 되는바, 이는 예컨대 화상(畵像)의 일부를 검사

하거나 또는 대표적인 것으로 추측되는 견본제품의 화상만을 검사하는 것 보다 가능한 한 각 제품의 화상 전체를 검

사하는 것이 좋다는 것을 의미한다. 더구나, 검사결과는 새로운 것일수록 바람직하다. 따라서, 제품의 검사는 제품이 

제조된 후가 아니라 제조되고 있을 때 실행하는 것이 좋고, 그에 의해 결함을 가진 제품이 발견된다면 바로 수정조치

를 강구함으로써 결함제품의 제조를 최소화할 수가 있게 된다. 이와 같은 대책은 제조속도가 증가할수 록 더욱 중요
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하다.

한편, 고속으로 제조되는 제품 모두를 완전히 검사하는 것이 중요하기는 하지만 사실상 곤란한 일에 속한다. 이는 고

속의 제조장치는 외부의 영향을 보다 받기 쉬워, 적절한 보수와 운전 및 조정이 행해지지 않으면 결함제품이 많이 생

기게 되는 경향이 있기 때문이다. 따라서, 결함이 발견되었을 때 이를 즉시 경고할 필요성이 고속장치인 경우에는 훨

씬 더 중요하게 된다. 즉, 결함을 신속히 발견해서 제조장치를 정지시키거나 조정해서 결함을 제거하지 않으면, 단시

간에 많은 결함제품이 제조될 염려가 있게 된다.

특히, 궐련의 경우에는 여러 가지 형태의 결함이 원형 또는 실질적으로 원형인 제품의 표면에 생기게 된다. 대부분의 

궐련은 원형으로 되어 있으나 타원형으로 된 궐련도 제조될 수 있다. 그러나, 당해 분야의 전문가 입장에서는, 본 발명

의 기술사상이 그와 같은 타원형 궐련에도 적용될 수 있음은 쉽게 이해될 수 있는 사항이다. 따라서, 타원형 물체는 당

해 목적에 대해서는 실질적인 원형물체와 마찬가지이므로, 다음부터는 그와 같은 물체는 모두 '실질적인 원형'이라는 

개념에 포함시켜 함께 설명하기로 한다.

여기서, 상기 궐련의 실질적인 원형의 표면에 생길 수 있는 결함으로는 다음과 같은 것을 들 수가 있다. 즉,

(1) 필터와 같은 필요한 부재의 탈락,

(2) 적정하지 못한 크기 (즉 너무 크거나 너무 작은),

(3) 적정하지 못한 형상(예컨대 정확한 원형이 아닌),

(4) 담배를 마는 종이(이하 포장지라 함)의 적정하지 못한 밀봉(예컨대 필터부재의 주위를 싸게 되는 플러그종이(plug

wrap) 또는 필터를 궐련에 결합시키는 포장지인 티핑종이(tipping wrap)가 내용물에 붙여지지 않은 부분인 플래그(fl

ag)),

(5) 플러그종이와 그 아래의 필터부재 사이의 간극(이른바 '바이패스') 또는 티핑종이와 그 아래의 필터플러그(바이패

스의 다른 형상) 사이의 간극,

(6) 필터 표면의 변색(예컨대 목탄으로 만들어진 필터인 경우 1개 또는 복수의 목탄편이 필터 내의 소정 위치에서 필

터의 가시표면까지 나타나게 됨으로 말미암아 생기는 이른바 흑안점(黑眼點; black eye) 등을 들 수 있다.

본 발명은 상기와 같은 사정을 감안해서 발명된 것으로, 궐련의 끝부분과 같이 실질적으로 원형을 이루는 물체의 외

관에 나타나는 1가지 또는 복수의 결함형태를 검사하기 위한 방법 및 장치를 제공함을 목적으로 한다.

또, 본 발명은, 최신의 담배제조장치에서 극히 높은 속도로 제조되는 궐련의 필터가 부착된 끝부분과 같이 실질적으로

원형인 물체의 외관을 검사하기 위한 방법 및 장치를 제공함에 있다.

발명의 구성 및 작용

이상과 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 필터가 부착된 궐련의 단면이 허용될 수 있는 외관을 갖고 있는지를 검

사하는 장치에 있어서, 상기 궐련의 단면과 인접한 궐련의 주변구역의 화상이 포함되도록 확대하는 프리즘을 갖춰 상

기 화상을 그와 대조되는 배경에 대해 단면의 화상을 형성하는 화상형성수단과, 상기 화 상을 그에 대응하는 부분의 

명도를 나타내는 초기디지털값을 가진 복수의 화소로 디지털화하는 수단과, 상기 화소를 처리함으로써 소정의 경계

값에 비례한 제1극성을 가진 초기디지털값을 가진 각 화소를 2가지의 처리된 디지털값 중 제1처리 디지털값으로 할

당하는 한편 기타의 다른 모든 화소는 상기 2가지의 처리된 디지털간 중 제2처리 디지털값으로 할당하고, 또 경계값

을 선택하여 상기 단면의 실질적으로 착색되지 않은 구역 및 상기 주변구역의 실질적으로 착색되지 않은 구역을 상기

제1처리 디지털값으로 할당하는 한편 상기 단면 및 상기 주변구역의 실질적으로 착색되지 않은 구역을 상기 제2처리 

디지털값으로 할당하도록 선택하도록 처리하는 수단과, 상기 제1 및 제2처리 디지털값을 가진 화소 사이의 과도부분

에 인접한 화소를 에지화소로 특정하는 수단과, 상기 상호 인접한 복수의 화소를 결합해서 상기 화상 내의 각 얼룩의 

경계를 특정하는 수단과, 상기 제1및 제2처리 디지털값을 가진 화소를 에워싸는 각 경계를 결정함으로써 각 얼룩이 

제1형 또는 제2형 얼룩인지를 특정하는 수단과, 상기 얼룩이 상기의 얼룩형태 중 어떤 것에 해당하는 특성을 갖고 있

는지를 계산하는 수단 및, 상기 계산된 값을 소정의 값과 비교해서 상기 화상이 허용될 수 있는 외관을 갖고 있는 것

인지 여부를 결정하는 수단을 갖춘 구조로 되어 있다.

또 본 발명은, 이송경로를 따라 궐련부재를 이동시키는 궐련지지수단과, 상기 이송경로를 따르는 위치에서 상기 궐련

부재의 적어도 한쪽 단면을 조명하는 조명수단 및 상기 위치에서 상기 궐련부재가 상기 위치를 통과하는 동안 배경에

대조되도록 상기 궐련부재의 단면의 화상을 포착해서 출력하도록 작동하는 카메라로 이 루어진 화상형성수단 및, 상

기 카메라의 출력과 관련해서 이 카메라에서 출력되는 에지화소를 분석하여 이들 에지화소를 인접한 에지화소와 그

룹을 이루도록 하고서 이들 인접한 에지화소의 그룹을 제1처리 디지털값과 제2처리 디지털값으로 특정하는 프로세서

를 갖추어 구성되고서, 상기 화상형성수단이, 상기 카메라와 대면하도록 된 프리즘을 갖춤으로써 상기 궐련부재의 화

상에 상기 궐련 단면에 인접한 궐련부재의 주변구역이 포함되도록 하고, 상기 프로세서가, 상기 단면과 상기 주위영

역에 대응하는 인접한 에지화소의 그룹을 제1형 얼룩과 제2형 얼룩으로 특정하도록 되어 있다.

한편 본 발명은, 궐련의 단면이 허용될 수 있는 외관을 갖고 있는지를 검사하기 위해 원형물품의 외관을 검사하는 방

법에 있어서, 궐련의 단면과 대조를 이루는 배경에 대해 상기 단면에 인접한 궐련의 주변구역의 화상을 형성하는 공

정과, 상기 화상을 이 화상의 관계되는 부분의 명도를 나타내는 초기디지털값을 가진 복수의 화소로 만들어 각각 디

지털화하는 공정과, 소정의 경계값에 비례한 제1의 극성을 가진 초기디지털값을 가진 각 화소를 2가지 처리된 디지털

값의 제1처리 디지털값으로 할당하는 한편 다른 모든 화소를 상기 2가지 디지털값의 제2처리 디지털값으로 할당하고

, 상기 경계값을, 상기 배경과 상기 궐련 단면의 실질적으로 채색되지 않은 구역 및 상기 주변구역을 상기 제1처리 디

지털값으로 할당하는 한편 상기 실질적으로 변색되지 않은 구역 및 상기 주변구역을 상기 제2처리 디지털값으로 할

당하는 화소처리공정과, 상기 제1 및 제2처리 디지털값을 가진 화소 사이의 과도부분에 인접한 모든 화소를 에지화소
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로 특정하는 공정과, 상기 화상의 각 얼룩의 경계를 특정하기 위해 상호 인접한 전 에지화소를 연결하는 공정과, 각 

경계가 상기 제1처리 디지털값 또는 상기 제2처리 디지털값을 가진 화소를 에워싸는지를 결정함으로써 상기 화소를 

제1형 얼룩 또는 제2형 얼룩인지 특정하는 공정과, 상기 얼룩이 상기 얼룩형태 중 어떤 특성을 갖고 있는지를 계산하

는 공정 및, 상기 계산된 특성을 소정의 값과 비교해서 화상이 허용될 수 있는 것인지를 결정하는 공정으로 되어 있다.

이상과 같이 구성된 본 발명에 의하면, 궐련의 단부와 같은 실질적으로 원형인 물체의 외관을 상기의 한가지 또는 복

수의 결함형태에 대해 검사할 수가 있게 된다.

또, 본 발명에 의하면, 최신의 담배제조장치에서 극히 높은 속도로 제조되는 궐련의 단면과 같은 실질적으로 원형인 

물체의 외관을 검사할 수 있게 된다.

또, 본 발명에 의해 검사될 실질적으로 원형인 각 물체의 비디오화상이 형성될 수 있게 된다. 여기서, 상기 실질적으로

원형인 물체는 비디오화상에서 배경과 시각적으로 대조되도록 지지되는 것이 바람직하다. 즉, 예컨대 실질적으로 원

통형상인 궐련부재의 실질적으로 원형인 단면을 검사할 경우에는, 이 궐련부재의 검사될 단부(端部)가 지지구조물로

부터 돌출하도록 지지되게 한다. 그리고, 이 궐련부재의 단부는 인접하는 지지구조물부분에 조명이 전혀 되지 않거나

아주 조금만 닿도록 비스듬히 조명되도록 하는 것이 좋다. 따라서, 이 궐련부재의 단부는 생성되는 비디오화상에서 

어둡거나 검은 배경에 대해 밝거나 희어지는 경향을 띠게 된다. 또, 궐련부재의 단부와 배경의 대조가 더 잘 이루어지

도록 하기 위해, 비디오화상 에 나타날 수 있는 지지구조물과 같은 모든 구조물이 흡광성(예컨대 어두운 색) 및/또는 

비반사성을 갖도록 하는 것이 바람직하다.

한편, 상기 검사장치의 카메라와 관계되어 작동하는 프리즘의 작용은, 궐련 필터의 단면뿐 아니라 이 단면에 인접해서

궐련의 측면을 따르는 주변구역의 화상도 생성하게 된다. 이 프리즘과 프로세서에서의 경계값을 조정함으로써 바이

패스구역이 화소의 배경구역과 떨어지도록 하면, 상기 바이패스의 결함(단면의 가장자리를 따라 위치한 어떤 결함이

던)이 보다 더 확실하게 확정되고 검지될 수 있게 된다.

상기의 비디오화상은 주사 및 디지털화되어 디지털 그레이스케일화상을 생성하게 된다. 실질적으로 원형인 물체가 

비디오화상 형성장치(예컨대 비디오카메라)의 전체 시야를 채우지 못하는 경우에는, 물체의 화상을 포함하는 카메라

스크린부분만을 주사해서 속도가 높여질 수 있도록 함으로써 다음의 화상을 포착할 수가 있게 된다. 한편, 실질적으로

원형인 물체가 비디오카메라의 전체 시야를 채우지 못하는 경우에는, 그에 더해서, 또는 대안적으로 모든 관계되는 

화상정보를 포함한 '대상구역'을 확정하게 되고, 이 대상구역 내의 화상정보만을 디지털화 및/또는 계속 처리할 수가 

있게 된다.

그리고, 디지털화된 소망하는 화상정보(예컨대 상기의 당해구역의 정보)는 경계값과 비교되어 이원화(binary form)

됨으로써, 소정의 경계값을 넘는 그레이스케일값을 가진 화소는 2가지의 값 중 한쪽(예컨대 바이너리 1)으로 할당되

어 그들이 상대적으로 '밝음'을 나타내는 한편, 경계값 이하의 그레이스케일값의 2가지 값 중 다른 쪽(예컨대 바이너

리 0)으로 지정되어 그들이 상대적으로 '어두움' 또는 비반사를 나타내게 된다.

한편, 2원화된(binarized) 화상데이터는, 다음에 화상에서의 에지(즉, 흑에서 백으로의 과도부분 또는 그와 반대로 되

는 부분)에 있는 모든 화소를 특정하기 위한 검토를 받게 된다. 즉, 서로 인접한 에지화소는 화상에서의 얼룩(blob)을 

확정짓기 위해 서로 연계시켜지게 된다. 다음에는 각 얼룩의 색 또는 형태(즉 그것이 흑 또는 백인지)가 1개 또는 그 

이상의 화소를 샘플링함으로써 결정되게 된다. 계속해서 여러 가지 얼룩의 크기 및 색과 같은 파라미터(parameter)가

실질적으로 원형인 물체가 허용될 수 있는 외관을 갖는지 여부를 결정하기 위해 분석된다. 예컨대, 실질적으로 원형인

물체가 검은 배경에 대해 흰 것으로 상정(想定)하고, 또 실질적으로 원형인 물체는 화상의 가장 큰 성분인 것으로 상

정한다면, 화상은 상대적으로 크고 흰 얼룩을 포함하여야 한다. 더구나, 이 상대적으로 크고 흰 얼룩의 바깥가장자리

는 일정한 크기로 되어야 하는바, 그것이 너무 작으면 실질적으로 원형인 물체는 너무 작아 배제되고, 그것이 너무 크

면 실질적으로 원형인 물체가 너무 커 플래그(flag)가 있는 것으로 되거나, 또는 소망하는 실질적으로 원형인 형상을 

갖지 않게 되어(즉 찌그러진 원의 주위가 찌그러지기 전의 원의 주위보다 크기 때문이다) 배제된다. 또, 흑안점이나 

바이패스와 같은 결함은 상기와 같은 커다란 흰 얼룩 내의 검은 얼룩으로 나타난다. 적어도 소정의 최소의 크기를 가

진 검은 얼룩이 발견된다면, 실질적으로 원형인 물체는 허용될 수 없는 외관을 가진 것으로 판단되어 배제되어야 한

다.

또, 본 발명에 따른 방법 및 장치는, 허용될 수 없는 외관을 가진 것으로 판단된 실질적으로 원형인 물체를, 허용될 수

있는 외관을 가진 실질적으로 원형인 물체로부터 분리시키도록 되어 있다. 또 본 발명은, 운전자가 발견한 결함의 수 

및/또는 결함율에 관한 최신정보를 제공할 수 있도록 되어 있음과 더불어, 결함이 있는 것으로 검지된 물체에 대해 특

히 강조해서 검사해야 할 물체를 시각적으로 표시하도록 되어 있다.

(실시예)

이하 본 발명을 첨부된 예시도면을 참조로 해서 상세히 설명한다.

도 1에는 검사되어야 할 실질적인 원형물체(10A)가 도시되어 있는바, 이 도 1에 도시된 물체는 흡입필터가 붙여진 궐

련의 한쪽 단부지만, 본 발명은 다른 종류의 실질적으로 원형인 물체의 외관을 검사하는 데에도 적용할 수 있다. 그 예

로서는, 실질적인 원형물체(10A)가 궐련에 부착되기 전의 필터플러그(filter plug)일 수도 있다.

도 1에 도시된 실질적인 원형물체(10A)는 본 발명을 응용함에 있어 허용될 수 있는 외관을 가진 전형적인 물체의 예

에 해당한다. 특히, 이 실질적인 원형물체(10A)는 흔히 궐련필터에서 볼 수 있듯이 커다란 흰색의 중앙부(12)를 갖게 

되는바, 이는 궐련의 연기를 여과하는 기능을 하는 초산셀룰로오스로 된 섬유다발의 끝부분에 해당한다. 이 섬유다발

은 단층 또는 복수 층 종이(14)에 에워싸이도록 되어 있는바, 상기 종이(14)는 섬유다발을 묶어 지지하면서 섬유다발 

외부의 표면이 매끄러워지도록 함과 더불어, 필터를 궐련의 봉에 부착하는 기능을 하게 된 다. 여기서, 실제의 궐련제

품에서는 복수의 종이층으로 되어 있지만, 도 1에는 1개 층의 종이(14)만 나타내었다. 이러한 종이(14)는 대체로 섬

유다발로 된 필터의 외부에 말려지거나 또는 하부구조물의 주위에 형성되도록 되어 있기 때문에, 종이의 측변접합부(
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16)에서 일부가 서로 겹쳐져 접착되게 된다. 또, 섬유다발(12)과 종이(14) 사이의 경계가 도 1에서는 뚜렷하게 나타나

있지만, 이 경계가 실제로는 그렇게 뚜렷하게 보이지는 않는다. 이는 또 상기 측변접합부(16)에서 겹쳐지는 종이(14)

에 대해서도 마찬가지이다.

도 2는 상기 실질적인 원형물체(10A)와 유사한 다른 실질적인 원형물체(10U)를 나타낸 것으로, 이는 외관에 몇 가지

대표적인 결함을 가진 허용될 수 없는 원형물체(10U)에 해당한다. 이렇게 결함을 가진 원형물체(10U)의 외관상 결함

의 한 가지는, 측변접합부(16)가 정확히 접착되지 않고 원형물체(10U)의 한쪽 옆으로 종이가 돌출하도록 된 이른바 

플래그(flag; 22)를 들 수 있다. 이와 같은 플래그(22)는 권련제조기의 몇 가지 오동작으로 생기게 되는바, 예를 들어 

섬유다발(12)의 규격이 너무 작거나 너무 큰 경우나, 측변접합부(16)에 접착제가 충분히 발리지 않거나, 기계의 고장

으로 측변접합부(16)에서 종이(14)의 일부가 들어올려져 굽혀지거나 또는 뒤로 접힘으로써 생기게 된다.

그런데, 원인이야 어떻든 상기와 같은 플래그(22)는 소비자에게는 제품에 대해 만족할 수 없도록 하는 허용될 수 없는

사항에 해당하는 것이므로, 이러한 결함을 가진 궐련은 모두 즉각 배제시켜 결함의 원인을 해소하도록 하는 것이 중

요하다. 따라서, 상기 플래그(22)는 본 발명에서 검지되어야 할 결함 중 한가지 형태가 된다.

또한, 원형물체(10U)의 외관상의 다른 전형적인 결함으로는, 섬유다발(12)과 종이(14) 사이의 간극(24)이다. 이와 같

은 간극(24)을 '바이패스(by-pass)'라고도 부르는데, 이는 그곳을 통해 연기가 완전히 여과되지 않고 약간의 연기가 

섬유다발(12)의 주위를 통과하기 때문이다. 이와 같은 바이패스(24)가 생기는 원인으로는, 섬유다발(12)의 형상이 적

정하지 못하거나, 너무 작거나, 종이(14)가 하부의 섬유다발(12)을 완전히 가압하지 못하거나, 또는 궐련제조기나 필

터제조기에 문제가 있기 때문이다. 이와 같은 바이패스(24)는, 특히 물체(10U)가 다음에 상세히 설명되는 바와 같이 

본 발명에 따라 비스듬히 조명될 경우에는 상대적으로 어두운 구역으로 나타나는 경향이 있다.

원형물체(10U)의 외관상 또 다른 전형적인 결함으로는, 섬유다발(12)표면의 채색되지 않은 변색구역(26)의 존재이

다. 이 채색되지 않은 변색구역(26)은, 섬유다발(12)의 일부가 변색되거나, 또는 필터가 2개의 축방향으로 떨어진 초

산셀룰로오스 플러그 사이에 목탄입자가 끼어있는 경우에 필터구조물 내의 소정위치에서 빠져 나온 소량의 목탄과 

같은 여러 가지 원인중 어느 것에 의해서이다. 후자인 경우의 변색구역을 '흑안점(黑眼點; black eye)'이라 부르지만, 

여기서는 때로는 설명의 편의를 위해 모든 형태의 채색되지 않은 섬유다발(12)의 변색구역을 '흑안점'으로 부르기로 

한다.

한편, 본 발명에 따른 외관검사장치(40)는, 검사될 실질적으로 원형인 물체를 제조 또는 취급하는 장치의 어느 편리한

위치에서 작동하도록 배치될 수 있지 만, 도 3에는 종래의 필터가 부착된 궐련을 제조하는 기계에서 외관검사장치(40

)의 화상포착부(42) 중 하나가 부착될 수 있는 위치가 나타내어져 있다(도 4도 함께 참조). 특히, 독일 함부르크시의 

하우니-베르케 코르베르 합자회사(Hauni-Werke Korber amp; Co. KG)에서 구입할 수 있는 맥스(Max)형 필터접합

기(이하 하우니장치라 함)에서는, 완전히 마무리처리된 흡입필터가 부착된 궐련이 종래의 하우니(Hauni) 검사드럼(3

0)의 원통면 상에 옆으로 놓여져 순차로 반송되도록 되어 있는바, 즉 상기 검사드럼(30)이 회전할 때 상기 하우니장치

가 이 검사드럼(30) 상의 궐련에 대해 종래의 검사작업을 실시하도록 되어 있다. 이렇게 검사작업이 실시된 궐련은 종

래의 하우니 배제드럼(rejection drum; 32)으로 보내지게 된다 이와 같은 하우니 장치는 결함이 있는 것으로 검지된 

모든 궐련을 배제드럼(32)에서 날려보내지게 함으로써 배제시키게 된다. 여기서 배제되지 않은 궐련은 출구드럼(34)

으로 이동하게 되는바, 이 출구드럼(34)은 궐련을 필터접합기로부터 배출하게 된다. 즉, 궐련이 종래의 트래이충전기(

tray filler) 또는 도시되지 않은 대량컨베이어장치로 옮겨져 배출시켜지게 된다.

한편, 본 발명에 따른 외관검사장치(40)에서는 화상포착부(image-capturing portion; 42)를 상대적으로 배제드럼(3

2)의 위쪽에 인접하도록 배치하는 것이 편리함을 알 수 있었다. 이 경우에는, 본 발명 외관검사장치(40)의 배제출력을

종래의 하우니 배제기구에 부가적인 입력으로 사용하거나 또는 별개의 배제기구(44)를 상대적으로 하류쪽 배제드럼(

32)에 부가할 수가 있다.

도 4에 도시된 바와 같이 본 발명 외관검사장치(40)는, 실질적으로 원형인 물체의 화상을 포착하는 위치가 어디이든, 

바람직하기로는 궐련(10)의 단면(11)의 화상이 화상정보에서 그 배경의 화상으로부터 확실하게 구분될 수 있어야 한

다. 즉, 도 4에 도시된 외관검사장치(40)가, 검사될 궐련(10)의 단면(11)이 카메라(46)에 찍혀질 때 궐련(10)을 반송

하는 배제드럼(32)의 단부에서 돌출하도록 되어 있다. 그리고, 궐련(10)의 단면(11)이 그들의 배경과 구별될 수 있도

록 하는 것을 지원하기 위해, 카메라(46)에 인접한 배제드럼(32)의 끝이 상대적으로 어둡거나 비반사성을 갖도록 하

고, 또 검사해야 할 물체(10)의 단면(11)이 광원(48)에서 나오는 빛에 의해 비스듬히 조명되도록 하는 것이 바람직하

다. 특히, 광섬유다발(49)의 방향을, 광원(48)에서 나오는 빛이 카메라(46)를 바로 마주보면서 카메라(46)에 찍혀지

는 궐련의 단면(11)에 대해 약 45°의 투사각을 갖도록 한다. 카메라(46)가 궐련(10)의 단면(11)을 찍는 축은, 그 화

상이 포착되는 궐련의 단면(11)의 평면에 대해 실질적으로 수직을 이루도록 한다.

여기서, 상기 배제드럼(32)은 연속적으로 회전하지만, 광원(48)으로부터 나오는 빛이 궐련의 단면(11)이 카메라(46)

에 바로 향할 때마다 짧은 순간에 비춰 조명하는 이른바 스트로보(strobe)조명을 할 수 있도록 한다. 이는 찍혀지는 

궐련의 움직임을 효과적으로 정지시켜 동결(凍結)되도록 할 수가 있기 때문으로서, 카메라(46)는 궐련이 정지하거나 

거의 정지해 있는 화상이 만들어질 수 있게 된다.

한편, 본 발명에서의 화상포착 및 화상처리장치(42)의 동작은 샤프트 엔코더(shaft encorder; 50)에 의해 드럼(30, 3

2, 34)과 같은 장치를 매개로 궐련의 이동과 동기(同期)해서 이루어지도록 되어 있는바, 이 엔코더(50)는 드럼장치가 

소정량만큼 움직일 때마다 출력신호펄스를 발하게 된다. 그에 따라, 프로세서(52)는 궐련의 단면(11)이 카메라(46)를

바로 마주보고 오는 순간을 정확히 검지할 수가 있게 된다. 다음에는 상기 프로세서(52)가 광원(48)으로부터 스트로

보조명이 발해지도록 해서, 카메라(46)에 의해 포착된 궐련의 화상을 읽어내는 공정 즉 판독공정(grabbing)을 시작하

게 된다.
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한편, 중요한 의미를 가진 화상정보가 카메라(46)의 전체 시야를 채우지 않고 응용되는 경우에 화상을 판독하는 시간

을 줄이기 위해서는, 화상이 카메라로 얻으려 할 때 최초로 주사(走査)되는 시야부분(視野部分)에 가장 먼저 주사(走

査; scanning)될 중요한 화상정보가 들어오도록 카메라(46)의 위치를 결정하는 것이 바람직하다. 그와 더불어, 중요

한 화상정보를 포함하는 시야부분이 주사되자마자 주사가 정지되도록 하는 것이 바람직하다.

다음에는 상기와 같은 주사의 원리를 도 5를 참조로 해서 설명한다.

도 5에 도시된 것과 같이 카메라(46)의 전형적인 시야(47)는 폭이 640화소 × 높이가 480화소이다. 따라서, 카메라(4

6)는 물체에 대해 중요한 화상정보가 카메라(46)의 시야의 상단에 오도록 배치된다. 특히, 궐련(10)의 단면(11)을 비

출 때에는, 적정한 크기의 화상이 시야(47)에서 약 150 × 150화소 이하의 구역 내에 수용되도록 한다. 그 때문에, 프

로세서(52)는 1 카메라(46)를 150화소의 수직방향 화소가 주사될 때까지만 하강하지 않도록 설정되어져 있다. 즉, 주

사가 선(47a)에 도달했을 때 주사작용이 정지되게 된다. 여기서, 도 5의 중앙의 궐련(10)의 화상만 중요하지만, 시야(

47)는 드럼(32) 상의 인접한 궐련부분까지도 포함할 수 있다. 그 나머지 화상정보를 어떻게 대상에서 제외할 것인가

에 대해서는 이하에서 간단히 설명한다. 이상과 같이 화상이 포착될 때마다 카메라(46)의 시야부분만을 주사하게 함

으로써, 장치가 화상을 포착해서 처리하는 속도를 실질적으로 증가시킬 수가 있게 된다.

도 6은 본 발명에 기해서 외관검사작업을 실시하기 위해 검사장치(40)를 가지고 실시할 수 있는 몇 가지 공정을 나타

낸 것이다. 이들 공정의 대부분은 프로세서(52)에 의해 실행되거나 또는 적어도 그에 의해 제어되게 되는바, 이 프로

세서(52)는 프로그램가능 범용디지털컴퓨터로서, 예컨대 종래의 인텔사의 386형이나 486형 마이크로프로세서 또는 

미합중국 미네소타주 에덴프레이리의 패턴프로세싱 테크놀로지사(Pattern Processing Technologies, Inc. of Eden

Prairie, Minnesota)에서 구입할 수 있는 프레임판독 및 화상판독기판이 삽입될 수 있는 호환성 백플래인(backplane

) 등으로 할 수가 있다.

공정 102에서는, 프로세서(52)가 광원(48)에 대해 카메라(46)를 마주보고 있는 궐련(10)의 단면(11)을 짧게 조명하

도록 지령하게 된다. 앞에서 설명한 바와 같이 샤프트엔코더(50)로부터 보내진 신호에 의해, 프로세서(52)가 궐련(10

)이 적정하게 카메라(46)를 마주보는 위치에 온 시점, 즉 궐련(10)의 단면(11)을 조명함으로써 검사사이클을 개시해

야 할 시점임을 결정하게 된다.

공정 104에서는, 예컨대 앞에서 도 5를 참조로 설명한 바와 같이, 프로세서(52)가 카메라(46)의 시야(47)와 관련되는

부분을 주사하게 된다. 즉, 예컨대 프로세서(52)가 카메라(46)의 시야(47)의 부분을 선(47a)까지만 주사하게 된 다. 

상기 카메라(46)에서 출력되는 신호는 일반적으로 아날로그신호이다.

공정 106에서는, 상기 프로세서(52)가 카메라(46)의 아날로그출력신호를 디지털화해서 아날로그출력신호를 나타내

는 디지털 그레이스케일 화소 데이터(digital grey scale pixel data)를 생성하게 된다. 이 디지털데이터에서는 각 화

소가 카메라(46)가 수취한 화상의 대응하는 부분의 명도(明度)를 나타내는 디지털값(예컨대 0 ~ 255)으로 나타내어

지게 된다. 카메라(46)의 시야(47)는 폭이 640화소이고 또 선(47a)이 카메라스크린의 상단 아래쪽의 150화소라고 가

정하면, 그레이스케일 화상데이터는 폭 640화소 × 높이 150화소의 구역을 커버할 수 있게 된다.

한편, 중요한 화상정보가 상기 구역의 부분에만 포함되어 있다고 가정하면, 상기 프로세서(52)가 화상데이터의 이후

의 처리를 중요한 정보를 포함하는 화상구역 부분에만 한정되도록 하는 공정 108을 실행하게 된다. 또, 설명되고 있

는 실시예에서는 중요한 화상정보가 카메라(46)의 시야의 수평방향 중심의 150화소 내에 있게 된다. 따라서, 도 7에 

도시된 것과 같이, 공정 108에서는 프로세서(52)가 디지털화상데이터 이후의 모든 처리를 수직선(47b; 시야(47)의 

왼쪽 에지의 오른쪽까지 245화소)과 수직선(47c; 시야(47)의 오른쪽 에지의 왼쪽까지 245화소) 사이의 데이터에 한

정되게 된다. 시야(47)의 상단과 선(47a - 47c)에 의해 에워싸여진 구역을 이후의 공정에서는 '대상구역(對象區域; r

egion of interest)' 또는 단지 'ROI'라 부르기로 한다.

공정 110에서는, ROI의 각 화소에 대한 디지털 그레이스케일 화상데이터를 상대적으로 밝은 화소와 상대적으로 어두

운 화소를 확실하게 구분하기 위해 선택된 경계값과 비교하게 된다. 예컨대, 상기 경계값은 ROI에서의 흰색, 즉 상대

적으로 밝은 궐련(10)의 단면(11) 주위의 배경과 관계되는 모든 화소는 경계값의 한쪽 값을 취하고, 궐련(10)의 단면(

11)의 화상(허용될 수 있는 외관을 가진 것으로 가정)을 생성하는 모든 화소는 이 경계값의 다른쪽 값을 취하도록 선

택하게 된다.

즉, 예컨대 비교적 밝은 화소가 경계값 이상의 값을 가진 것으로 가정한다면, 이들 화소에는 이후의 처리를 위해 2가

지의 2원화값의 한쪽(예컨대 1)이 할당되게 된다. 한편, 다른 모든 화소에는 2가지의 2원화값 중 다른 한쪽(예컨대 0)

이 할당된다. 여기서는, 전형적인 이원화값으로 0 및 1을 들고 있지만, 그 대신 다른 어떤 2가지의 값(예컨대 -1과 1)

도 밝은 화소와 어두운 화소를 구별하기 위해 대신 사용할 수도 있는바, 즉 경계값을 넘거나 또는 그에 모자라는 그레

이스케일의 값을 가진 화소를 각각 특정하기 위해 사용될 수도 있다.

앞에서 설명한 예컨대 광섬유다발(49)로부터 비스듬히 비춰지는 조명이나, 궐련(10)의 단부가 드럼(32)으로부터 돌

출되도록 하는 것 및, 카메라(46)와 마주보는 드럼(32)의 표면을 어둡게 하는 것 등은 모두 프로세서(52)가 공정 110

에서 상대적으로 밝은 궐련(10)의 단면(11)을 상대적으로 어두운 주위의 배경으로부터 분리하기 쉽도록 하는 것을 돕

는다고 생각된다.

도 8은 공정 110이 실행된 후 적정한 궐련(10)의 단면(11)의 화상이 ROI 내에 어떻게 나타나는 지를 나타낸 것이다. 

이 도 8에서는 어두운 배경화소구역(背景畵素區域)은 그늘이 지어져 나타나도록 되어 있는 반면, 밝은 전경화소구역(

前景畵 素區域)은 그늘이 없이 나타나도록 되어 있다.

공정 120에서는, 프로세서(52)가 ROI를 주사하여 모든 에지화소(즉 밝은 화상구역과 어두운 화상구역 사이의 과도부

분의 화소)를 특정하게 된다. 예컨대 이는 가장 높은 열(列)의 화소로부터 시작해서 차례로 화소열을 왼쪽에서부터 오

른쪽으로 주사함으로써 실행될 수 있게 된다. 각 열의 최초 부분은 어둡지만, 이 최초의 완전히 어두운 몇 개의 열 다

음에는 화소의 어두움이 점차 밝아지는 화소가 있는 열이 나타나게 되는바, 이 최초의 밝은 화소가 에지화소로 특정
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되게 된다. 이후 계속 주사되어 다음의 화소가 다시 어두워질 때가지 연속적으로 흰색 화소를 통과하게 된다. 여기서, 

어두워지기 직전의 밝은 화소는 다른 별개의 에지화소로 특정되게 된다. 이와 같은 주사공정은 전체 ROI가 주사되어 

모든 에지화소가 특정될 때까지 계속된다.

도 9는 도 8과 유사하게 되어 있지만, 이는 도 2에 도시되고서 지금까지 설명된 형태의 몇 가지 결함을 가진 궐련(10)

의 단면(11)을 나타낸 것이다. 앞에서 110공정과 관련하여 설명한 경계값은, 바이패스(24)나 흑안점(26)과 같은 결함

을 궐련(10)의 단부를 에워싼 배경구역과 같은 어두운 구역으로 나타나도록 선택하는 것이 좋다 그리고, 도 9의 화상

이 공정 120에서 에지화소에 관해 주사되는 경우에는, 도 8에 도시된 적정한 궐련의 화상을 주사하는 경우보다 많은 

에지화소가 나타나게 된다. 특히, 플래그(22)와 바이패스(24) 및 흑안점(26)과 관계되는 여분의 에지화소가 존재하게

된다.

예컨대 도 9에서 선(47s)을 따라 왼쪽에서 오른쪽으로 주사하게 되면, 먼저 몇 개의 어두운 화소와 만나게 된다. 이어

, 궐련(10)의 외주면과 관계되는 최초의 밝은 화소가 나타나 에지화소로 특정되게 된다. 그 후 몇개의 밝은 화소가 나

타나고 나서 흑안점(26)의 끝에 도달하게 되는바, 그곳에서 최후의 밝은 화소가 에지화소로 특정되게 된다. 여기서, 

상기 흑안점(26)은 어두운 화소에 연속해서 통과한 다음, 최초의 밝은 화소가 흑안점(26)의 오른쪽에 나타나, 이 밝은

화소가 별도의 에지화소로 특정되게 된다.

그리고, 많은 화소가 이어진 후에 바이패스(24) 왼쪽의 에지화소가 나타나게 되는바, 이곳에 최후의 밝은 화소가 에지

화소로 특정되게 된다. 그후 상기 바이패스(24)가 다음의 어두운 화소에 연속해서 통과하게 되고, 그 후에 초산셀룰로

오스 섬유다발 주위의 포장지와 관계된 최초의 밝은 화소가 나타나게 된다. 이 최초의 화소는 다른 에지화소로 특정

되고, 또 오른쪽의 어두운 배경구역으로 들어가기 전 최후의 밝은 화소는 다시 다른 에지화소로 특정되게 된다. 따라

서, 도 8에 도시된 것과 같이 적정한 화상의 선(47s)을 따라 주사하는 경우에는 2개의 에지화소만 특정하는 것이 아

니라, 도 9의 선(47s)을 따른 주사에서는 6개의 에지화소가 특정되게 된다.

공정 122에서는, 각 에지화소가 가능한 한 많은 인접한 에지화소와 관계를 갖도록 되어 있다. 도 10에서는 각 사각형

이 1개의 화소를 나타내도록 되어 있고, 또 모든 에지화소가 문자 E로 특정되어 있는바, E'로 나타내어진 모든 에지화

소는 서로 인접해 있는 것으로 간주되고, 또 인접한 에지화소의 하나의 관련된 그룹으로 특정되게 된다. 이와 마찬가

지로 E'로 나타내어진 에지화소도 서로 인접한 것으로 간주되고, 또 인접한 에지화소의 다른 그룹으로 특정되게 된다.

그리고, 중요한 화상정보가 항상 어두운 배경구역에 의해 에워싸여져 있다고 상정한다면, 공정 122에서 특정된 에지

화소의 모든 그룹은 폐쇄된 형상을 하게 된다. 이들 폐쇄된 형상의 각각을 다음부터는 얼룩(blob)으로 부르기로 한다.

예컨대 도 8에서는 1개의 크고 밝은 얼룩만 존재하게 된다. 도 8의 화상과 관련해서 특정된 모든 에지화소는 이 1개

의 크고 밝은 얼룩의 바깥가장자리와 관련된다.

한편, 도 9에서는 1개의 크고 밝은 얼룩과 여기에 포함된 2개의 작고 어두운 얼룩(24, 26)이 나타내어져 있다. 이 얼

룩과 이후의 얼룩의 특정 및 분석을 행할 컴퓨터프로그램은 앞에서 설명한 패턴프로세싱테크놀로지사(PPT)에서 구

입할 수가 있는바, 이는 같은 회사의 400 VPC 비젼 프로그램 매니저 소프트웨어(Vision Program Manager Softwar

e)의 일부에 해당한다.

공정 124에서는, 공정 122에서 특정된 각 얼룩을 검토하여 그것이 밝은 전경얼룩인지 또는 어두운 배경얼룩인지를 

결정하게 된다. 이 124공정은 예컨대 다른 얼룩부분에서는 없는 얼룩 내의 단독화소가 밝은지 또는 어두운지를 검사

함으로써 실행되게 된다. 검사된 화소가 밝은 것이라면 그 얼룩은 밝은 전경얼룩이고, 검사된 화소가 어두운 것이라면

어두운 배경얼룩이 된다.

공정 126에서는, 관계되는 에지화소를 가장 많이 가진 전경얼룩이 허용될 수 있는지를 검사하게 된다. 예컨대, 도 8

에서의 크고 밝은 전경얼룩은 480 ~ 530개의 에지화소를 가져야 하는 것으로 판정하게 된다. 즉, 이 에지화소의 수를

가진 전경얼룩이 되지 않으면, 그 화상은 허용될 수 없는 외관을 가진 것으로서 다음의 공정 128에서 배제되어야 한

다.

그리고, 초산셀룰로오스 섬유다발(12)의 크기가 너무 작거나 너무 크면, 최대의 전경얼룩이 480개 미만이거나 또는 

530개를 넘는 에지화소를 갖게 된다. 마찬가지로 도 9에서의 플래그(22)는 최대의 전경얼룩의 에지화소의 수를 허용

할 수 있는 상한 값 이상으로 증가시키게 된다. 한편, 궐련이 뭉개지거나 해서 실질적으로 원형을 이루지 않게 되면, 

이것도 역시 최대의 전경얼룩의 에지화소 수를 허용할 수 있는 상한 값 이상으로 증가시키게 된다. 이와 같이 최대의 

전경얼룩에 관계되는 에지화소의 수를 비교함으로써, 외관검사장치(40)가 화상에서의 몇 가지 가능한 결함의 모두를 

특정할 수가 있게 된다. 이 공정 126에서의 최대의 전경얼룩이 소정의 허용범위 내의 에지화소가 공정 128로 전달되

어 당해 물품(10)이 도 3 및 도 4에 도시된 배제기구(44)에 도달했을 때 배제할 수가 있게 된다. 한편, 화상이 공정 12

6의 검사에 합격하면 제어신호가 공정 130으로 전달되어, 그곳에서 화상이 용인될 수 있는 것인지가 다시 검사되게 

된다.

공정 130에서는, 화상데이터를 모든 허용될 수 없을 정도로 큰 배경얼룩에 대해 검사하게 된다. 즉, 예컨대 일정한 에

지화소의 수를 넘는 에지화소(예컨대 9 이상)를 가진 모든 배경얼룩이 당해 화상을 허용할 수 없도록 사전에 결정할 

수가 있게 된다. 따라서, 이 공정 130에서는 각 배경얼룩과 관계되는 에지화소의 수를 이 소정의 한계와 비교해서, 어

떤 배경얼룩이 에지화소의 경계값을 넘는 에지화소 수를 가진 것이 발견되면 공정 128이 제어되어 당해 물체를 배제

하게 된다. 한편, 화상이 그렇게 큰 배경얼룩을 갖지 않게 되면 공정 132이 제어되어 당해 물체를 허 용하게 된다.

앞에서 설명한 바와 같이, 검사장치를 운전하는 자에게 외관검사작업의 결과에 관한 현재의 정보를 제공하는 것이 중

요하다. 이는 예컨대 도 4에 도시된 외관검사장치(40)의 컴퓨터의 스크린(54)을 매개로 이루어지게 된다.

도 11은 스크린(54)의 전형적인 표시내용을 나타내는 것으로, 이 표시내용은 물론 프로세서(52)에 의해 제어되게 된

다. 또, 이 스크린(54)에는 다음과 같은 정보구역 즉 필드(field)가 포함될 수 있다.

1. 필드 202 : 외관검사시스템에 사용되는 궐련제조기의 명칭.
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2. 필드 204 : 제조일시.

3. 필드 206 : 카메라(46)의 시야에 있는 대상구역의 현재의 디지털 그레이스케일화상.

화상이 결함을 가진 것으로 특정되었을 때에 그 화상을 통상보다도 길게(예컨대 3초) 보유지지하도록 해서 검사장치 

운전자로 하여금 그것을 음미할 시간을 주도록 한다. 그에 더해서, 배제될 원인으로 된 화상부분 주위에 4각형(208)

을 그린다.

4. 필드 210 : 외관검사장치(40)의 운전상 현재의 이동에 대한 누적 데이터와 그 전의 이동에 대한 같은 데이터가 포

함된 일람표.

각 이동에 대한 데이터는 (a)이동의 명칭, (b)제조된 적정궐련의 수, (c)검지 및 배제된 불량궐련의 수, (d)배제된 물체

의 전체에 대한 백분율을 포함하는 것이 바람직하다.

5. 필드 212 : 제조된 궐련 1000개당 배제된 수에 관한 본 검사장치의 최신상황을 나타내는 가동그래프 즉 히스토그

램(histogram).

6. 필드 214 : 측정된 궐련의 외주면에 관한 본 검사장치의 최신상황을 나타내는 히스토그램.

7. 필드 216 : 제조된 궐련 1000개당 배제되는 수에 관한 본 검사장치의 최신상황.

8. 필드 218 : 측정된 궐련의 외주면에 관한 본 검사장치의 최신상황.

9. 필드 220a ~ 220d : 본 검사장치의 여러 가지 기능을 제어하기 위해, 운전자에 의해 사용될 수 있는 몇 가지 조작

버튼(표시장치(54)가 '터치스크린'인 경우). 예를 들어, 검사장치에 시프트변경을 지령하기 위해 1개 내지 복수의 버

튼(220)이 사용될 수 있다. 다른 버튼(220)은, 현재의 시프트를 위한 필드(210)에 나타나 있는 데이터를 누적하는데 

사용되는 프로세서(52) 내에 카운터를 리셋트하는데 사용된다.

도 12는 상기와 같이 궐련을 검사함과 더불어, 도 11에 도시된 것과 같은 표시장치인 스크린(54)을 지원하기 위한 프

로세서(52)에 의해 실시될 수 있는 작업의 플로차트이다.

공정 302에서는 시스템이 검사할 다음의 화상을 포착하게 된다. 이 공정 302는 도 6의 공정 102 ~ 공정 124를 설명

할 때 상세히 설명된 것과 같이 실행될 수 있다. 그리고, 각 궐련의 외주면 즉 주위가 측정될 수 없다고 가정하면, 공정

304에서는 외주검사카운터가 증가하게 된다. 이 경우에는 공정 304의 오른쪽으로의 공 정은 외주검사카운터가 소정

의 수(예컨대 100)에 도달했을 때에만 실행된다. 한편, 공정 304의 왼쪽으로의 공정은 각 궐련에 대해 실행되게 된다.

공정 306에서는 이른바 '목탄검사'가 실행되는바, 이 목탄검사는 허용될 수 없는 큰 배경얼룩에 대한 검사로서, 도 6

의 공정 130에 해당한다. 도 12에서는 공정 306이 목탄검사로 되어 있지만, 이 목탄검사에서 충분히 큰 흑안점 또는 

바이패스가 합격될 수 없는 화상으로 판정되게 된다.

이 공정 306에서 화상이 합격하면, 공정 308이 제어되어 프로세서(52)의 합격카운터(pass counter)가 증가하게 된

다.

공정 310에서는, 스크린(54)의 필드(210)의 관련부분이 갱신되어 합격카운터의 새로운 데이터를 표시하게 된다.

공정 312에서는, 새로운 합격카운터의 데이터가 관계되는 종래의 동적 데이터교환기(DDE)를 매개로 종래의 컴퓨터

프로그램으로 전달되는바, 이 프로그램은 스크린(54)의 필드(212)에 그래프를 그리게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램은 

필드(216)에 나타내어진 데이터도 생성하게 된다.

공정 414에서는, 막 검사된 궐련이 합격된 것임을 나타내는 적합(適合)이라는 데이터가 프로세서(52)의 시프트레지

스터로 입력된다. 이 공정 314에 관계되는 시프트레지스터(때로는 시프트레지스터(314)로 부르기도 함)는, 화상을 

공정 302에서 화상을 포착하는 것과 같은 속도로 시프트하게 된다. 이때, 상기 데이터는 시프트레지스터의 위쪽 단계

로 입력되게 된다. 시프트레지스터의 아래쪽 단계는 도 3 및 도 4에 도시된 배제기구(44)를 제어하기 위한 출력신호

로 사용된다. 여기서, 상 기 위쪽 단계와 아래쪽 단계 사이의 시프트레지스터의 수는, 궐련이 공정 302에서 그 화상이

포착되는 위치로부터 필요하다면 배제기구(44)에 의해 배제되는 위치까지 이동하기 위한 시간에 대응하게 된다. 상기

공정 312로부터 공정 314에 이르게 되면, 시프트레지스터로 입력된 데이터가 배제기구(44)를 제어함으로써 합격된 

것으로 결정된 궐련을 배제하지 않고 통과시키게 된다.

한편, 궐련이 공정 306의 검사에서 합격되지 못하게 되면 제어신호가 공정 306에서 공정 320으로 전달되는바, 이 공

정 320에서는 프로세서(52)가 필드(206)에 표시된 화상을 소정의 시간간격(예컨대 3초)만큼 고정시키고, 다시 공정 

306에서 화상을 불합격인 것으로 결정된 배경얼룩을 둘러싸는 적당한 크기의 사각형(208)이 형성되도록 한다.

공정 322에서는 프로세서(52)의 불합격카운터가 증가하고, 또 324공정에서는 새로운 불합격카운터의 데이터가 스크

린(54)의 필드(210)의 적합부분을 갱신하기 위해 사용된다.

공정 326에서는 상기의 공정 312와 유사하게 새로운 불합격카운터의 데이터를 상기 카운터프로그램으로 전달하게 

되는바, 이 카운터프로그램은 스크린(54)에 필드(212)의 그래프와 필드(216)의 데이터를 생성하게 된다.

공정 314가 공정 326이 실행된 후에 실행되면, 시프트레지스터(314)에 입력된 데이터가 결함화상을 가진 궐련을 그

것이 배제기구(44)에 도달했을 때 배제하게 된다.

공정 330의 외주검사는 도 6의 공정 126에서와 같이 각 궐련에 대해 실행할 수도 있지만, 도 12에 도시된 실시예에

서는 외주검사가 매 100번째의 궐련에 대해서만 실행된다. 따라서, 100번째 궐련이 검지되었을 때에 이 공정 330의 

외주검사가 공정 126과 관련해서 앞에서 설명한 바와 같이 화상데이터에 대해 실행되게 된다. 특히, 가장 큰 전경얼

룩과 관계된 에지화소의 수는 이 에지화소의 수를 소정의 스케일계수로 곱해줌으로써 외주측정으로 환산된다.

공정 332에서는, 스크린(54)의 필드(218)의 외주데이터를 갱신하게 된다.

공정 334에서는, 새로운 외주데이터를 종래의 컴퓨터프로그램으로 전달하게 되는바, 이 프로그램은 필드(214)의 그

래프를 앞에서 설명한 공정 312 및 공정 326과 유사한 방법으로 작성하게 된다. 이어, 제어신호가 공정 334로부터 

공정 306으로 전달되어, 갱신된 외주데이터를 제공하기 위해 사용된 궐련에 대해 목탄검사를 실시할 수 있게 된다.
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공정 340은 공정 308과 관계되는 합격카운터 및 공정 322와 관계되는 불합격카운터를 리셋트하려는 경우에 실시되

는 것으로, 예컨대 이 공정 340은 시프트변경이 있는 경우에 실시할 수 있게 된다.

도 9는 주사선(47s)을 따라 바이패스구역(24)의 특정한 경계화소가 종이(14)의 두께만에 의해 배경화소로부터 떨어

지도록 되어 있음을 나타낸 것이다. 그런데, 카메라의 종류나 조명조건 및 동작속도에 따라서는 카메라(46)가 배경구

역으로부터 바이패스(24)를 분석하지 못할 수도 있다. 따라서, 상기 프로세서(52)가 어떤 경우에는 상기 결함을 검지

하지 못한 채 바이패스(24)를 배경구역의 일부로 처리할 수가 있게 된다. 이러한 문제는 흑안점이나 기타 다른 얼룩이

궐련(10)의 단면(11) 가장자리에 생긴 경우에도 일어날 수 있다.

도 13 및 도 14는 본 발명의 다른 바람직한 실시예로서, 새로운 화상포착 및 화상처리장치로 이루어진 외관검사장치(

40')를 나타낸 것인바, 이는 앞에서 도 4를 참조로 해서 설명한 외관검사장치(40)와 유사한 구조와 기능을 갖도록 되

어 있으면서, 화상포착부(42)에 분광장치인 프리즘(500)이 더 갖춰져 있는 점에서 다르게 되어 있다. 이 프리즘(500)

은 카메라(46)를 마주보는 위치에 설치됨으로써, 카메라(46)가 궐련(10)의 단면(11) 및 이 단면(11)에 인접한 궐련의

측면을 따르는 주변구역(510)의 화상도 포함해서 포착할 수 있도록 한다. 이 프리즘(500)은 주변구역(510)으로부터 

나온 흩어진 빛을 카메라(46)의 시야 내로 모으는 역할을 한다.

상기 프리즘(500)은 카메라(46)의 초점들로 이어지는 축을 따라 설치되는 원추형 프리즘으로 이루어지고서, 그 꼭지

점이 카메라(46)쪽을 향하도록 되어 있다. 이 원추형 프리즘(500)은 궐련의 단면(11) 중심으로부터 궐련의 가장자리 

쪽으로 갈수록 주변구역(510)의 화상을 더욱 선형적으로 형성하는 경향을 갖게 된다.

도 14는, 외관검사장치(40')의 프로세서(52')가, 선(41a')이 작용구역에 도달하고 대상구역(ROI)을 나타내는 구역이 

선(47b')과 선(47c') 사이에 이루어지면 주사가 멈추어지도록 제어한 상태를 나타낸다.

이와 다른 실시예로서는, 공정(110)에서 상기 프로세서(52')가, ROI내의 각 화소용 디지털 그레이스케일 화상데이터

를 상대적으로 밝은 전경화소와 상대적으로 어두운 배경화소 사이의 경계를 이루도록 선택된 경계값과 비교하도록 

되어 있다. 그러나, 이러한 경계값의 선택은 대상구역(ROI) 내의 주변구역(510)이 포함됨에 따 라 조정되게 된다. 특

히, 상기 ROI에는 배경구역의 화소(화상데이터; 520)와, 상기 다른 실시예에서와 같이 주변구역(510)을 나타내는 3

세트의 화소와 함께 궐련의 단면(11)을 나타내는 화상이 포함된다. 그리고, 통상 상기와 같은 배경구역(520)과 관계

되는 화소는 25에 가까운 그레이스케일값을 갖게 되는 반면, 결함이 없는 궐련의 단면(11)은 255에 가까운 그레이스

케일값을 가진 화상(530)을 만들게 된다(이는 도 14에서 가상의 점선(540)으로 에워싸여져 있다). 그러나, 주변구역(

510; 도 14에서 점선(540) 밖에 있는)에 관계되는 화소는 배경구역(520)과 관계되는 값 또는 단면의 화소구역(530)

과 관계된 값의 중간에 상당하는 그레이스케일값을 갖게 된다. 또, 궐련의 단부에 목탄이 함유된 티핑지가 사용된다

면, 주변구역(510)과 관계되는 화소는 50의 낮은 그레이스케일값을 갖게 된다.

이상과 같은 실시예에서, 비교될 각 구역(510, 520, 530)의 화소에 대한 경계값은, 단면구역(530)과 주변구역(510)

이 배경구역(520)과 구별되도록 선택된다. 따라서, 주변구역(510)은 50과 같은 낮은 그레이스케일값을 갖게 되는 반

면 경계값은 35로 선택될 수가 있어, 궐련의 단면(11)과 주변구역(510)이 모두 같은 바이너리 값으로 할당되게 된다.

그 결과, 가장자리가 더 이상 궐련의 단면(11)의 주변을 따라 처리된 화상으로 제한되지 않고, 가상의 점선(540)을 따

라 포착될 수 있게 된다.

따라서, 도 14에서 왼쪽에서 오른쪽으로 선(47's)을 따라 주사가 진행되면, 프로세서(52')가 배경구역(520)과 관계된

일련의 어두운 화소를 먼저 검지하게 된다. 그 후 상기 프로세서(52')가 주변구역(510)의 가장 떨어진 가장자리(560)

에서 시작하는 밝은 전경화소를 검지하게 된다. 이 프로세서(52')는 상기 주사작용이 주변구역(510)을 통해 선(47s')

을 따라 계속되어 단면구역(530) 내로 들어가 바이패스(24)의 에지화소에 도달할 때까지 계속되어 밝은 전경화소를 

기록하게 됨으로써, 프로세서(52')가 최후의 밝은 화소를 에지화소로 특정하게 된다. 한편, 어두운 배경화소는 바이패

스구역(24)이 통과할 때까지 닿아있게 된다. 첫 번째의 밝은 화소가 바이패스(24)의 오른쪽에 닿으면 다른 에지화소

가 특정되게 된다. 주사작용이 구역(530, 510)의 나머지 부분을 따라 오른쪽으로 진행됨으로써 밝은 전경화소의 검지

가 계속되게 된다.

공정 122에서는 다른 실시예에서와 마찬가지로, 프로세서(52')가 각 인접한 에지화소와 관계되어 밀폐된 형상(얼룩)

을 분석하고, 또 공정 124에서는 프로세서(52')가 각 얼룩이 밝은 전경얼룩인지 어두운 배경얼룩인지를 결정하게 되

는바, 이는 구획된 얼룩 내의 단일화소가 밝은지 어두운지를 분석함으로써 이루어지게 된다. 이 실시예에서, 가장 큰 

얼룩은 궐련의 단면(11)의 가장자리를 따라서가 아니라, 주변구역(510)의 가장자리(560)를 따라 구획된다. 따라서, 

바이패스(24)와 관련되어 구획된 얼룩은 궐련의 주변구역(510)과 대응하는 밝은 화소의 위치로 말미암아 배경구역(5

20)으로부터 떨어져 있게 되는 결과, 프로세서(52')가 보다 확연하게 배경구역(520)으로부터 바이패스(24)를 분리할 

수 있게 된다. 다른 실시예에서는, 상기 바이패스(24)가 단면(11)에서 종이층(14)의 가장자리를 나타내는 화소에 의

해 배경화소로부터 분리되도록 되어 있음을 알 수 있다.

또한, 본 실시예에서의 프로세서(52')는, 공정 126이 실행됨으로써 가장 큰 전경얼룩과 관계되는 에지화소의 수를 분

석해서 단부에 부착된 필터가 규격보다 큰 것인지 작은 것인지를 분석하거나, 또는 다른 실시예를 참조로 앞에서 설

명된 플래그(22a)가 있는지를 분석하게 된다. 이 에지화소는 궐련에 부착되는 필터의 가장자리(560)가 그려지는 경

계를 따라 계산된다.

그러나, 대부분의 경우에는 광원(48)으로부터 경사지게 비춰지는 조명이, 플래그(22)로 하여금 궐련(10)의 단면(11) 

이나 주변구역(510)의 일부에 그림자를 만들게 된다. 이러한 그림자는 다른 변색구역(580)과 같은 처리된 화상으로 

나타나게 됨으로써, 프로세서(52')가 이를 검지해서 배제해야 할 충분한 크기의 배경얼룩인 것으로 결정하게 된다.

또한, 플래그(22)로부터 초래된 어두운 변색구역(580)은 주변구역(510)을 완전히 가로질러 프로세서(52')에 의해 배

경구역(520)의 일부분으로 간주되도록 할 수도 있다. 이 경우, 가장 멀리 떨어진 가장자리(560)를 따라 화소의 디지

털값이 결함의 존재를 나타내기에 충분한 값으로 증가하지만, 카메라(46)에 의해 관찰할 수 있는 주변구역(510)이 플
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래그(22)에 의해 드리워질 수 있는 그림자를 훨씬 지나도록 프리즘(500)을 배치함으로써 상기와 같은 문제를 해결하

는 것이 바람직하다 이러한 프리즘(500)은 궐련의 단면(11)으로부터 궐련 길이의 약 1/3 ~ 1/2 에 해당하는 주변구

역(510)의 가장자리(560)에 위치하도록 하는 것이 좋다.

그리고, 본 발명은 앞에서 도 9를 참조로 하여 설명한 실시예와는 달리, 도 14에 도시된 것과 같이 함으로써 플래그(2

2)를 보다 쉽게 검지하도록 할 수도 있 다. 이러한 외관검사장치(40')는, 도 9에 도시된 실시예에서 설명된 궐련의 단

면(11; 도 14의 가상선(540)과 관계되는)의 주변의 크기와 플래그의 존재를 분석할 수 있음과 더불어, 도 14에서 설

명한 실시예의 기술에 의해 궐련의 단면(11)에 존재하는 흑안점과 바이패스를 2차로 분석할 수가 있게 된다. 여기서, 

상기 화상이 궐련의 단면(11)에 가까운 주변구역(510)이 포함되도록 바뀌어 주변구역(510)이 밝은 전경구역에 포함

되게 된다.

이와 같이 작동하는 동안 화상이 바뀌게 되면, 프로세서(52')가 공정 110 내의 경계값을 가장 큰 밝은 전경얼룩에서 

주변구역(510)을 제외한 값으로부터 주변구역(510)을 포함하는 제2의 값으로 바꾸어주게 된다. 이와는 달리 상기 프

로세서(52')가 도 7에 도시된 주사된 구역 중 하나 대신 2개의 ROI'를 구획하는바, 즉 이 프로세서(52')가 2개의 ROI' 

각각에 대해 2개의 기술 중 하나 또는 다른 하나를 동시에 또는 순차적으로 실행하게 된다.

도 15는 궐련의 단면(11)을 비추는 프리즘(500)의 형상이 다른 것을 나타낸 것으로, 이는 궐련의 단면(11)을 비추는 

중앙부(610)와 궐련의 측면을 따라 주변구역(510)의 화상을 포착하는 외방부(620)를 갖는 끝이 잘린 원추형 프리즘

이다.

한편, 원추형 프리즘 대신 도 16에 도시된 것과 같은 반구형 프리즘이 사용될 수도 있다.

도 17에는 상기 프리즘(500)이 피라미드형상을 하고서 그 모서리(650)가 도 18에서의 ROI 내의 전경의 화소구역(66

0)으로 연장된 것이 도시되어 있다. 이 도 17에서의 프리즘(500)의 가장자리(650)와 도 18에서의 ROI의 화소구역(6

60)은 도 19에서의 궐련의 측면을 따른 주변구역(510')과 관계를 갖는다.

한편, 도 20 및 도 21에는, 프리즘(500)이 프로세서(52')에 의해 생성되는 ROI 내에서 서로 마주보는 1쌍의 화소구역

(660', 660')을 형성하도록 하는 1개 이상의 직각삼각형 프리즘(670, 680)으로 구성될 수도 있다.

이상과 같은 여러 가지 실시예에서 바이패스구역(24)의 검지와 기타 단면(11)의 가장자리를 따른 가장자리의 검지는,

상기 결함과 주변의 배경구역(520) 사이를 주변구역 (510, 510')과 관계되는 화소구역 사이에 위치하도록 하여 더 많

이 떨어지도록 하면 쉽게 검지할 수 있게 된다. 이상과 같이 프리즘의 채용은, 검사될 궐련의 측면을 따라 검사를 하게

됨으로써 더 넓은 구역으로 분석될 수 있는 이점이 있게 된다.

발명의 효과

이상 설명한 바와 같이 본 발명에 의하면, 필터가 부착된 궐련의 필터와 같은 검사될 물체의 표면이 물체를 지지하는 

지지구조물로부터 돌출되는 한편 상기 물체의 표면이 물체의 화상이 형성되는 축에 대해 경사지게 조명됨으로써, 형

성되는 화상이 허용될 수 있는 것인지가 보다 정확하고 확실하게 고속으로 결정될 수가 있게 된다.

한편, 이상의 설명은 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것으로, 그 외에도 본 발명의 범주 내에서 여러 가지로 변형시켜

실시할 수도 있음은 물론이다. 특히, 표시장치(54) 상에 도시되는 정보도 필요에 따라 여러 가지로 바꿀 수가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
흡입필터가 부착된 궐련과 같이 실질적으로 원형인 물체의 외관이 허용될 수 있는 것인지를 검사하는 장치에 있어서,

상기 궐련(10)의 단면(11)과 인접한 궐련의 주변구역(510)의 화상이 포함되도록 확대하는 프리즘(500)을 갖춰 상기 

화상을 그와 대조되는 배경에 대해 궐련(10)의 단면(11)의 화상을 형성하는 화상형성수단(46, 48, 49, 500)과,

상기 궐련(10)의 단면(11)의 화상을 각각 그에 대응하는 부분의 명도를 나타내는 초기디지털값을 가진 복수의 화소로

디지털화하는 수단(52')과,

상기 화소를 처리함에 있어, 소정의 경계값에 비례한 제1극성을 가진 초기디지털값을 가진 각 화소가 2가지의 처리된

디지털값 중 제1처리 디지털값으로 할당하는 한편 기타의 다른 모든 화소는 상기 2가지의 처리된 디지털값 중 제2처

리 디지털값으로 할당하고, 경계값을 선택하여 상기 단면의 실질적으로 착색되지 않은 구역 및 상기 주변구역의 실질

적으로 착색되지 않은 구역을 상기 제1처리 디지털값으로 할당하는 한편 상기 단면 및 상기 주변구역의 실질적으로 

착색되지 않은 구역을 상기 제2처리 디지털값으로 할당하도록 선택하도록 처리하는 수단(52')과,

상기 제1 및 제2처리 디지털값을 가진 화소 사이의 과도부분에 인접한 화소를 에지화소로 특정하는 수단(52')과,

상기 상호 인접한 복수의 화소를 결합해서 상기 화상 내의 각 얼룩의 경계를 특정하는 수단(52')과,

상기 제1및 제2처리 디지털값을 가진 화소를 에워싸는 각 경계를 결정함으로써 각 얼룩이 제1형 또는 제2형 얼룩인

지를 특정하는 수단과,

상기 얼룩이 상기의 얼룩형태 중 어떤 것에 해당하는 특성을 갖고 있는지를 계산하는 수단 및,

상기 계산된 값을 소정의 값과 비교해서 상기 화상이 허용될 수 있는 외관을 갖고 있는 것인지 여부를 결정하는 수단

을 갖추어 이루어진 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 2.
제1항에 있어서, 상기 경계의 적어도 어느 하나가 소정의 특성을 가진 것인지 여부를 결정하는 수단이, 상기 제2처리 

디지털값을 가진 화소를 에워싸는 최대의 크기로 계산된 얼룩이 대체로 소정의 크기와 같은 것인지를 결정하는 수단
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인 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 3.
제1항에 있어서, 상기 얼룩의 특성을 계산하는 수단이, 제1처리 디지털값을 가진 얼룩의 크기를 계산하는 수단인 것

을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 4.
제1항에 있어서, 상기 화상의 허용여부를 결정하는 수단이, 화상이 허용될 수 없는 화상인 것으로 결정하면, 궐련을 

배제하는 배제기구(44)가 더 갖춰진 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 5.
제1항에 있어서, 상기 화상을 형성하는 수단이, 작동하는 동안 궐련을 지지하는 궐련지지수단(32)을 갖추고서, 상기 

궐련의 단면(11)이 궐련홀더(32)로부터 돌출한 상태로 지지하도록 된 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하

는 장치.

청구항 6.
제1항에 있어서, 상기 궐련의 단면(11)을 조명하기 위해, 화상형성장치(46, 48, 49, 500)의 조명수단(48, 49)에서 나

와 상기 궐련지지수단(32)에 닿는 빛이 모두 상기 화상형성장치(46, 48, 49, 500)에 의해 형성된 화상 내에서 상기 

단면(11)과 떨어져 비춰지도록 된 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 7.
제6항에 있어서, 상기 화상형성장치(46, 48, 49, 500)가, 제1 소정축을 따라 화상을 형성할 때 상기 조명수단(48, 49)

이 상기 제1소정축에 대해 경사진 제2소정축을 따라 상기 궐련의 단면(11)을 조명하도록 된 것을 특징으로 하는 원형

물품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 8.
제7항에 있어서, 상기 제2소정축이 상기 제1소정축에 대해 약 45°만큼 경사지도록 된 것을 특징으로 하는 원형물품

의 외관을 검사하는 장치.

청구항 9.
제7항에 있어서, 상기 제1소정축이 상기 궐련의 단면(11)에 대해 실질적으로 수직을 이루토록 된 것을 특징으로 하는

원형물품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 10.
제7항에 있어서, 상기 제2소정축이 상기 궐련의 단면(11)에 대해 비스듬히 기울어지도록 된 것을 특징으로 하는 원형

물품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 11.
제5항에 있어서, 상기 궐련지지수단(32)이, 상기 궐련의 단면(11)과 인접하면서 실질적으로 같은 방향을 이루는 단면

을 갖고서, 이 궐련홀더(32)의 단면이 상기 궐련의 단면(11)과 시각적으로 대조를 이루도록 된 것을 특징으로 하는 원

형물품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 12.
제6항에 있어서, 상기 궐련지지수단(32)이 궐련(10)을 상기 화상형성수단(46, 48, 49, 500)에 대해 이동하도록 하고,

상기 조명수단(48, 49)은 상기 궐련의 단면(11)의 실질적으로 정지된 화상을 형성할 수 있게 궐련의 단면(11)을 순간

적으로 조명하도록 된 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 형성하는 장치.

청구항 13.
제12항에 있어서, 상기 조명수단(48, 49)으로부터 나온 빛에 의해 비춰지는 상기 궐련지지수단(32)의 단면이 실질적

으로 반사되지 않도록 된 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 14.
제12항에 있어서, 상기 조명수단(48, 49)으로부터 나온 빛에 의해 비춰지는 상기 궐련지지수단(32)의 단면이 실질적

으로 빛을 흡수하도록 된 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 15.
제5항에 있어서, 상기 궐련지지수단(32)이 원통형상 드럼으로 구성되고서, 이 드럼의 외주면 상에 궐련이 그의 종축

이 드럼의 종축과 평행하게 놓여져 지지되도록 구성된 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 16.
제1항에 있어서, 상기 화상이 허용될 수 있는지 여부를 결정하는 수단이, 상기 제1처리 디지털값을 제1소정값과 비교

하는 수단과 제2처리 디지털값을 제2소정치와 비교하는 수단으로 이루어진 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 

검사하는 장치.

청구항 17.
제12항에 있어서, 상기 순간적으로 궐련의 단면(11)을 조명하는 수단이, 궐련의 단면(11)이 상기 화상형성수단(46, 4

8, 49, 500)의 시야내 소정위치에 위치할 때 조명되도록, 상기 궐련 단면(11)의 조명이 상기 궐련지지수단(32)의 이

동과 동기해서 이루어지도록 하는 조명수단으로 된 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 18.
제1항에 있어서, 상기 외관검사장치는, 일련의 실질적으로 같은 형태를 한 궐련을 차례로 연속해서 검사하도록 된 것

으로, 화상포착수단에서 포착되는 궐련의 화상을 표시하는 표시장치 및, 상기 경계의 적어도 하나가 소정의 특성을 

갖고 있는지를 결정하는 수단에 의해 허용될 수 없는 외관을 가진 것으로 결정된 궐련의 화상표시를 운전자로 하여금
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당해 화상을 관찰할 수 있게 표시시간을 연장하기 위한 연장시간부여수단으로 이루어진 것을 특징으로 하는 원형물

품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 19.
궐련의 단면이 허용될 수 있는 외관을 가지고 있는지를 검사하기 위한 원형물품의 외관을 검사하는 방법에 있어서,

궐련의 단면(11)과 대조를 이루는 배경에 대해 상기 단면(11)에 인접한 궐련의 주변구역의 화상을 형성하는 공정과,

상기 화상을 이 화상의 관계되는 부분의 명도를 나타내는 초기디지털값을 가진 복수의 화소로 만들어 각각 디지털화

하는 공정과,

소정의 경계값에 비례한 제1의 극성을 가진 초기디지털값을 가진 각 화소를 2가지 처리된 디지털값의 제1처리 디지

털값으로 할당하는 한편 다른 모든 화소를 상기 2가지 디지털값의 제2처리 디지털값으로 할당하고, 상기 경계값을, 

상기 배경과 상기 궐련 단면(11)의 실질적으로 채색되지 않은 구역 및 상기 주변구역을 상기 제1처리 디지털값으로 

할당하는 한편, 상기 실질적으로 변색되지 않은 구역 및 상기 주변구역을 상기 제2처리 디지털값으로 할당하는 화소

처리공정과,

상기 제1 및 제2처리 디지털값을 가진 화소 사이의 과도부분에 인접한 모든 화소를 에지화소로 특정하는 공정과,

상기 화상의 각 얼룩의 경계를 특정하기 위해 상호 인접한 전 에지화소를 연결하는 공정과,

각 경계가 상기 제1처리 디지털값 또는 상기 제2처리 디지털값을 가진 화소를 에워싸는지를 결정함으로써 상기 화소

를 제1형 얼룩 또는 제2형 얼룩인지 특정하는 공정과,

상기 얼룩이 상기 얼룩형태 중 어떤 특성을 갖고 있는지를 계산하는 공정 및,

상기 계산된 특성을 소정의 값과 비교해서 화상이 허용될 수 있는 것인지를 결정하는 공정으로 이루어진 것을 특징으

로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 방법.

청구항 20.
제19항에 있어서, 상기 경계의 적어도 하나가 소정의 특성을 갖고 있는지를 결정하는 공정이, 상기 계산된 제2형 얼

룩의 최대 크기가 소정의 크기와 대략 같은지 여부를 결정하는 공정인 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하

는 방법.

청구항 21.
제20항에 있어서, 상기 소정의 크기와 대략 같은지를 결정하는 공정이, 상기 제1형 얼룩의 크기를 계산하는 공정을 

포함하는 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 방법.

청구항 22.
제19항에 있어서, 상기 화상이 허용될 수 있는지 여부를 결정하는 공정이, 제1형 얼룩의 특성이 제1소정값과 비교하

는 공정 및, 제2형 얼룩을 제2소정값과 비교하는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 

방법.

청구항 23.
제22항에 있어서, 상기 화상이 허용될 수 없는 화상인 것으로 결정되면 당해 궐련을 배제하는 공정을 더 갖춘 것을 특

징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 방법.

청구항 24.
제22항에 있어서, 상기 화상을 형성하는 도중에 궐련의 단면(11)이 상기 궐련지지수단(32)으로부터 돌출하도록 궐련

을 지지하는 공정을 더 갖춘 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 방법.

청구항 25.
제24항에 있어서, 상기 광원(48)으로부터 나오는 빛으로 궐련의 단면(11)을 조명하는 공정을 더 갖추어, 광원(48)에

서 나와 궐련지지수단(32)에 닿도록 된 모든 빛이 상기 화상형성공정에서 형성된 화상 내에서 상기 궐련 단면(11)에

서 떨어져 비춰지도록 된 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 방법.

청구항 26.
제25항에 있어서, 상기 화상이 상기 화상형성공정에서 제1 소정축을 따라 형성되는 한편, 상기 조명공정에서는 상기 

궐련의 단면(11)이 제1소정축에 대해 경사진 제2소정축을 따라 조명되도록 된 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관

을 검사하 는 방법.

청구항 27.
제26항에 있어서, 상기 제2소정축이 상기 제1소정축에 대해 약 45° 의 각도만큼 경사지도록 된 것을 특징으로 하는 

원형물품의 외관을 검사하는 방법.

청구항 28.
제26항에 있어서, 상기 제1소정축이 상기 궐련의 단면(11)에 대해 실질적으로 수직을 이루도록 된 것을 특징으로 하

는 원형물품의 외관을 검사하는 방법.

청구항 29.
제28항에 있어서, 상기 제2소정축이 상기 궐련의 단면(11)에 대해 비스듬히 기울어지도록 된 것을 특징으로 하는 원

형물품의 외관을 검사하는 방법.

청구항 30.
제24항에 있어서, 상기 궐련지지수단(32)이 상기 궐련에 인접해서 궐련의 단면(11)과 실질적으로 같은 방향으로 된 

단면을 갖고서, 이 궐련지지수단(32)의 단면이 상기 궐련의 단면(11)과 시각적으로 대조를 이루도록 만들어진 것을 

특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 방법.

청구항 31.
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제24항에 있어서, 상기 궐련지지수단(32)이 궐련을 상기 광원(48)에 대해 이동하도록 하는 도중 상기 궐련 단면(11)

을 순간적으로 조명하는 공정이 더 갖춰져, 상기 화상형성공정 중 상기 궐련 단면(11)의 실질적으로 정지한 화상을 형

성할 수 있도록 된 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 방법.

청구항 32.
제31항에 있어서, 상기 궐련 단면(11)을 순간적으로 조명하는 공정이 상기 단면(11)의 조명을 상기 궐련지지수단(32

)의 이동과 동기해서 실행되도록 한 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 방법.

청구항 33.
제22항에 있어서, 상기 궐련 단면의 허용 여부를 결정하는 방법이, 일련의 실질적으로 같은 형태를 한 궐련을 차례로 

연속해서 검사하도록 되고서, 화상형성단계에서 형성되는 궐련의 화상을 표시하는 공정 및, 상기 화상이 허용될 수 

있는 것인지를 결정하는 단계에서 허용될 수 없는 외관을 가진 것으로 결정된 궐련의 화상표시를 운전자가 관찰할 수

있도록 표시시간을 연장하는 공정을 갖도록 된 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 방법.

청구항 34.
이송경로를 따라 궐련부재를 이동시키는 궐련지지수단(32)과,

상기 이송경로를 따르는 위치에서 상기 궐련부재의 적어도 한 단면을 조명하는 조명수단(46, 49)과 상기 위치에서 상

기 궐련부재가 상기 위치를 통과하는 동안 배경에 대조되도록 상기 궐련부재의 단면의 화상을 포착해서 출력하도록 

작동하는 카메라(46)로 이루어진 화상형성수단(46, 48, 49) 및,

상기 카메라(46)의 출력과 관련해서 이 카메라(46)에서 출력되는 에지화소를 분석하여 이들 에지화소를 인접한 에지

화소와 그룹을 이루도록 하고, 이들 인접한 에지화소의 그룹을 제1처리 디지털값과 제2처리 디지털값으로 특정하는 

프로세서(52')를 갖추어 이루어지되,

상기 화상형성수단(46, 48, 49)이, 상기 카메라(46)와 대면하도록 된 프리즘(500)을 갖춤으로써 상기 궐련부재의 화

상에 상기 궐련 단면(11)에 인접한 궐련부재의 주변구역(510)이 포함되도록 하고,

상기 프로세서(52')가, 상기 단면(11)과 상기 주위영역(510)에 대응하는 인접한 에지화소의 그룹을 제1형 얼룩과 제2

형 얼룩으로 특정하도록 된 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 35.
제34항에 있어서, 상기 이송경로의 제2위치에 배제기구(44)가 더 갖춰진 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검

사하는 장치.

청구항 36.
제34항에 있어서, 상기 프리즘(500)이, 그의 꼭지점이 광학적으로 카메라(46)를 향하도록 된 원추형 프리즘인 것을 

특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 37.
제34항에 있어서, 상기 원추형 프리즘(500)이 상부(610)가 절단된 원뿔형 프리즘(620)인 것을 특징으로 하는 원형물

품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 38.
제34항에 있어서, 상기 프리즘(500)이 반구형 프리즘(630)인 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 장치.

청구항 39.
제34항에 있어서, 상기 프리즘(500)이 피라미드형 프리즘(650)인 것을 특징으로 하는 원형물품의 외관을 검사하는 

장치.

청구항 40.
제34항에 있어서, 상기 프리즘(500)이 2개의 직각삼각형 프리즘(670, 680)으로 이루어진 것을 특징으로 하는 원형

물품의 외관을 검사하는 장치.
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